
OSK 75DU EASY-V シリーズ 比表面積およびポロシメトリー分析装置

特⾧
● 10 インチタッチ スクリーン 
● 4Lステンレス製インナーデュワー瓶
● 比表面積テストに最適なP 0チューブ
● ボールネジ一体型昇降システム
● 安全保護扉

分析レポート

OSK 75DU EASY V シリーズ

OSK 75DU EASY-V シリーズEASY-Vシリーズは、比表
面積試験と細孔径分析に静的体積法を採用したCIQTEK
社の製品です。
高精度のデジタル圧力測定およびデータ収集システム、
強力な抗干渉能力、高い拡張性、セクションごとに測定
されるマルチレンジ圧力センサーにより、低圧測定にお



仕様

型番

検査数
比表面積範囲

テストガス

孔径範囲

p/p 0  圧力比
圧力センサー

真空システム

パイプライン機構
前処理ステーション
脱気温度
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メカニカルポンプの到達真空度 0.2 Pa
分子ポンプの到達真空度 10 -8  Pa

OSK 75DU EASY-V 1220/1440
OSK 75DU EASY-V
3210/3220/3440

2 / 4
N 2 ，CO 2 ，Ar，Kr , etc.

比表面積 0.0005 m 2 /g 及びそれ以上;
比表面積再現性 ≤ ± 1.0% ≤ ± 1.0%

比表面積 0.0005 m 2 /g 及びそれ以上;
比表面積再現性≤ ± 1.0%

ステンレス鋼マイクロ溶接真空パイプラインシステム
2 / 4

室温～400℃

孔径: 2 nm-500 nm
(メソ孔

とマクロ孔)

孔経: 0.35 nm-500 nm;
(ミクロ多孔質とマクロ多孔質)

最も再現性の高い細孔サイズの偏差 ≤
0.02 nm

10 -4 ~0.998 10 -7 ~0.998
3 Bar  3 Bar、1Torr、0.1Torr

メカニカルポンプ到達真空度0.2 Pa


